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Ogólnie wiadomo, że aluminium krystalizuje w sieci sześciennej (Al) o parame­
trze a= 4,0414 A. Krzem krystalizuje w sieci sześciennej (A4) o parametrze a= 5,4199 
A. Z analizy wykresów równowag fazowych Al-B, AI-Ti oraz Ti-B wynika, że tworzą 
się odpowiednio fazy: AIB2, AlTi, AI3Ti, TiB, TiB2 [l] . Ze względu na ich budowę sieci 
krystalicznej oraz jej parametry mogą one stanowić podkładki krystalizacji fazy a w 
siluminach [2] . Jest bardzo prawdopodobnym, że faza TiB może również stanowić 
podkładkę krystalizacji fazy [3, ponieważ krystalizuje w sieci sześciennej (B3) o para­
metrze a = 4,20 A [2] . Potwierdzają to badania wykonane mikroanalizą rentgenowską 
wydzieleń fazy 13, w której stwierdzono obecność: Al, B, Ti , Fe, Mn i Sr przedstawione 
w pracach [3-5] . 

Zagadnienie to jest szczególnie istotne dla si luminów nadeutektycznych, w któ­
rych pierwotna faza 13, pomimo modyfikacji fosforem, krystalizuje w postaci dużych 
wydzieleń. W pracy [6] wykazano, że istotnie, modyfikacja tytanem i borem siluminów 
nadeutektycznych, rozdrabnia fazę 13, szczególnie w połączeniu z fosforem . 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie dalszych wyników badań z omówione­
go zakresu. 

2. Metodyka badań 

Badania przeprowadzono na siluminie AK20, którego skład chemiczny przedstawiono 
w tablicy l. 



Tablica l 
Skł d h 'l a c em1cznv SI ummu 

S i C u 

19,83 l ' 11 

452 

AK20 
Skład chemiczny,% 

Mg Ni Fe 

0,83 1,15 0,35 

Silumin modyfikowano stopem AITi5B w ilości 0,2%; 0,4% i 0,6% oraz mieszaniną 
0,6% A1Ti58 + 0,3% P od masy ciekłego siluminu. Próbki o średnicy d = !Omm odle­
wano w kokilę. 

Mierzono odległość A. między płytkami fazy ~ w eutektyce oraz wielkość wydzieleń 
pierwotnych kryształów fazy ~· Określano ją za pomocą średnicy cięciwy, którą okre­
ślano z zależności [7]: 

l n 

L=- ~>i 
n i=l 

gdzie: 

n - liczba przeciętych przez sieczną kryształów fazy ~. 
li - długość cięciwy i-tego kryształu 
Pomiar dokonywano na przekroju próbki co l mm. 

3. Wyniki badań 

Mikrostrukturę siluminu niemodyfikowanego oraz po modyfikacji mieszaniną 

0,6% AITi5B + 0,3% P przedstawiono na rysunku l (a, b). 

a) 

Rys. L Mikrostruktura siluminu 
niemodyfikowanego (a) oraz 
po modyfikacji 0,6% AITi5B + 
0,3% p (b) 

Fig. l. Microstructure of the 
unmodified silumin (a) 
and the silumin modified with 
use 0,6% AITi5B + 0,3% P (b) 
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b) 

Cd. rys. l. Mikrostruktura 
siluminu niemodyfikowanego 
(a) oraz po modyfikacji 0,6% 
AITi5B + 0,3% P (b) 

Contd. fig. l. Microstructure 
o f the unmodified silumin (a) 
and the silumin modified with 
use 0,6% A!Ti5B + 0,3% P 
(b) 

Wpływ ilości i rodzaju modyfikatora na wielkość "s" kryształów fazy ~ oraz odle­
głość międzypłytkową A w eutektyce w funkcji odległości "1" od powierzchni próbki 
pokazano odpowiednio na rysunku 2 i 3. 

s, 
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10 

• - bez modyfikacji , 
+- modyfikac)a 0,2%(Ti+8) 1 

+-modyfikacJa 0,4%(Ti+B) : : 
~-=- _!TI_o_!!y!i~l!ll.il! Q,§'Y~0'!-1:.8)~ _________ l __ 
*- modyfikaGia 0,6%(Ti+B)ł0,3%P • 
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Rys. 2. Wpływ ilośc i i rodzaju modyfikatora na wielkość "s" kryształów fazy 13 w funkcji odle­
głości "!" od powierzchni próbki 

Fig. 2. The influence o f modifier case and the "!" disance from sample surface on the "s" 13 phase 
dimension 
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Rys. 3. Wpływ ilości i rodzaju modyfikatora na odległość międzypłytkową "/.." w eutektyce 
kryształów fazy f) w funkcji odległości " 1" od powierzchni próbki 

Fig. 3. The influence of modifier case and the "1" disance from sample surface on the "/.." eutectic 
parameter 

Z przedstawionych danych wynika, że modyfikacja tytanem i borem siluminu 

zmniejsza wielkość pierwotnych wydzieleń fazy ~· Najsilniejszy efekt jej zmniejszenia 
występuje po modyfikacji 0,6% A1Ti5B, na który nie ma już wpływu dodatek 0,3% P 
(rys. 2). Podobny jest wpływ modyfikatora na odległość międzypłytkową "A" (rys . 3). 
Jednocześnie następuje zmniejszenie wpływu szybkości stygnięcia odlewu na wielkość 

fazy~ i odległości "A". 
Uzyskane wyniki badań potwierdzają hipotezę, że faza TiB stanowi podkładkę 

krystalizacji fazy ~· 

4. Wnioski 

Z przedstawionych badań wynikają następujące wnioski: 
stop AlTi5B jest efektywnym modyfikatorem pierwotnych kryształów fazy ~. 

• zmniejsza również odległość A między płytkami fazy ~ w eutektyce, 
• optymalna ilość modyfikatora AITi5B wynosi 0,6% od masy ciekłego siluminu, 
• dodatek 0,3% P do modyfikatora A1Ti5B nie zwiększa efektu modyfikacji. 
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